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บทที ่3  

วิธีดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

3.1 สภาพปจจุบันของโรงงาน  

3.1.1 ขอมลูเบ้ืองตนของโรงงาน 
       โรงงานที่ทําการศึกษาเปนโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟสําหรับใชกับ

คอมพิวเตอรต้ังโตะที่ใชทั่วไปตามบานและสํานักงาน ซึ่งเปนฮารดดิสกไดรฟขนาดใหญ 3.5 นิ้ว 
และผลิตภัณฑที่ใชทั่วไปในคอมพิวเตอรพกพา (Laptop) และฮารดดิสกไดรฟที่ใชตอพวงภายนอก
คอมพิวเตอร (External Drive) ซึ่งเปนผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟขนาด 2.5 นิ้ว ฮารดดิสกไดรฟทั้ง
สองมีความแตกตางของข้ันตอนการผลิตในเรื่องของชิ้นสวนบางชิ้นในขั้นตอนการประกอบในหอง
สะอาด (Clean Room) ทําใหมีความสามารถในการนําไปใชงานในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 
โดยข้ันตอนการผลิตเริ่มตนจากการประสอบชิ้นสวนของหัวอานดานในฮารดดิสก  และหลังจาก
ประกอบเสร็จจึงขนยายชิ้นงานไปตรวจสอบสัญญาณไฟฟาของหัวอานภายในหองสะอาดเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน  จากนั้นจึงลําเลียงฮารดดิสกไดรฟไปในสวนทดสอบในสวนของการ
ปฏิบัติงานดานหลังจากการประกอบชิ้นงานในหองสะอาด เพื่อประกอบชิ้นสวนแผงวงจรไฟฟา
และตรวจสอบคุณภาพการใชงานเปนขั้นตอนสุดทายกอนสงถึงมือลูกคา 

การทดสอบในสวนของการปฏิบัติงานดานหลังจากการประกอบงานในหองสะอาด 
(Back end) จะเปนการทดสอบการทํางานของตัวผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟ เพื่อแยกผลิตภัณฑดี
และผลิตภัณฑเสียออกจากกัน โดยการผลิตในสวนของฮารดดิสกไดรฟขนาด 2.5 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว   
นั้นจะมีข้ันตอนที่เหมือนกัน คือเมื่อฮารดดิสกไดถูกประกอบชิ้นสวนภายในมาจากหองสะอาด 
(Clean room) แลวเสร็จ  จะถูกสงออกมาประกอบแผนวงจร (Print circuit board, PCB) เขากับ
ฮารดดิสกไดรฟ ที่สถานี ประกอบฮารดดิสก  เขากับแผนวงจร (PCB) หลังจากนั้นจึงสงตอ
ฮารดดิสกไดรฟไปที่สถานีการทดสอบคัดผลิตภัณฑดีและเสียออกจากกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้เรียกวา
สถานี B Tester โดยผลิตภัณฑเสียจะถูกสงมาสถานีเครื่องทดสอบ ซึ่งในงานวิจัยนี้เรียกวาสถานี 
A Tester เพื่อหาสาเหตุของการเสียหาย  จากนั้นจึงสงผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟเสียกลับไปตาม
เสนทางสาเหตุการเสียหายที่ถูกยืนยันจากสถานีเครื่องทดสอบ A Tester สวนผลิตภัณฑดีจะถูก
สงไปติดฉลากและสงตอไปทําการสุมทดสอบ  โดยผลิตภัณฑที่ผานการสุมทดสอบจะถูกสงไป
บรรจุผลิตภัณฑ  สวนผลิตภัณฑที่ไมผานการสุมทดสอบจะถูกสงไปทดสอบใหมทั้งหมด  โดย
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ผลิตภัณฑดีจะถูกสงกลับมาบรรจุผลิตภัณฑ สวนผลิตภัณฑที่ไมผานจะถูกสงไปสถานี A Tester 
ตอไป โดยในสวนนี้จะมีข้ันตอนการไหลของฮารดดิสกไดรฟดังภาพที่ 3-1  

 

 
 

 

ไมผาน ไมผาน 

หนวยความจาํหวัอานเขียน ที่ประกอบแลวเสร็จจากหองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสก  เขากับแผนวงจร (PCB) 

เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสกเพื่อ
แยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

สถานทีดสอบแบบ
สุม(FQA);A Tester 

บรรจุผลิตภัณฑ (Packing) 

ผาน 

ทดสอบใหม100% 
(Re-screen);A 

จัดสงลูกคา (Logistic) 

สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสีย
ได (Mitech Debug; Scanner) 

ผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

Rework 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบไมสามารถหาอาการเสีย
ได(Debug station; A Tester) 

Rework 

ผาน ผาน 

ภาพที ่3-1 
แผนภูมิการไหลโดยรวมในการผลิตฮารดดิสกไดรฟ สวนของ Back end 



22 

3.2  การศึกษาแยกประเภทเครื่องทดสอบที่เกี่ยวของกับการทํางานในสวนดานหลังหอง 
      สะอาด (Back end) 

 
จากแผนภูมิการทํางานภาพที่ 3-1 มีเครื่องทดสอบผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟที่

เกี่ยวของในสวนของการปฏิบัติงานดานหลังหองสะอาด (Back end) อยู 2 ประเภท ดังนี้คือ 
3.2.1 เครื่องทดสอบ A Tester 
เครื่องทดสอบ A Tester จะถูกนาํไปใชในขั้นตอนการทดสอบทั้งหมด 3 ข้ันตอน คือ  

สถานีแยกผลติภัณฑดี/เสีย (Debug station) สถานทีดสอบแบบสุม (FQA station) และสถานี
ทดสอบใหม 100% (Re-screen station) โดยเครื่องทดสอบ  A Tester 1 เครื่อง จะประกอบไป
ดวย 2 หองทดสอบ คือ หองทดสอบ  A และ หองทดสอบ B ซึ่งในแตละหองทดสอบ จะสามารถใส
ฮารดดิสกไดรฟที่ใชทดสอบงานได 60 ชองฮารดดิสกไดรฟ แสดงดังภาพที่ 3.2 และเครื่องทดสอบ 
A Tester มีทั้งหมด 350  เครื่อง  แบงออกเปน 

สถานีแยกผลติภัณฑดี/เสีย (Debug station)   18 เครื่อง 
สถานทีดสอบแบบสุม(FQA station)   90 เครื่อง 
สถานทีดสอบใหม100% (Re-screen station)  242 เครื่อง 

       
 

ภาพที ่3-2 
ลักษณะของเครื่อง A Tester (ที่มาจาก www.wdc.com) 

 
 
 

หองทดสอบ A 

หองทดสอบ B 
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      3.2.2 การเก็บขอมลูเสนทางของลาํดับของการทดสอบฮารดดิสกไดรฟใน 
              เครื่องทดสอบ A Tester 

เสนทางของลําดับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ ในเครื่องทดสอบ A Tester เปนไป
ตามลูกศรของภาพดานลาง (1หอง มี 60 ฮารดดิสกไดรฟ) โดยจะทําการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
คร้ังละ 1 ตัว หลังทดสอบฮารดดิสกไดรฟตัวที่ 1 เสร็จซอฟแวรจึงจะไปทดสอบตัวที่ 2,3,… ตอไป
เร่ือยๆ จนครบ 60 ฮารดดิสกไดรฟ ใชเวลารวมทั้งสิ้นในการทดสอบประมาณ 30 นาที ในการ
ทดสอบฮารดดิสกไดรฟจนครบและเสร็จสมบูรณทั้ง 60 ฮารดดิสกไดรฟใน 1 หองทดสอบ จึงจะ
สามารถนําฮารดดิสกไดรฟออกจากหองทดสอบ A ได ซึ่งการทํางานในหองทดสอบ B ก็มีลักษณะ
การทํางานเชนเดียวกันกับหองทดสอบ A แลวจึงจะนําฮารดดิสกไดรฟออกมาเพื่อติดสติ๊กเกอรบงชี้
อาการเสียเนื่องจากสาเหตุใดๆ ได  หลังจากนั้นจึงสงฮารดดิสกไดรฟตอไปยังสถานีงานที่บงชี้
อาการไวตามสติ๊กเกอร  เพื่อทําการแกไขตอไป  ดังแสดงในภาพที่ 3-3 
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ภาพที ่3-3 
การไหลของลาํดับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ 60 ตัว ในตู A Tester (หองทดสอบ A) 
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      3.2.3 การคํานวณกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ A Tester  
       การคํานวณอัตราการผลิตตอหนึ่งเครื่องทดสอบ A Tester ซึ่งเครื่องทดสอบนี้จะใช

คนทําหนาที่นําเขา/ออกของฮารดดิสกไดรฟจากเครื่องทดสอบกอนการทดสอบและหลังทดสอบ
เสร็จ 
 

สมการการคํานวณ 
A Tester capacity  =  จํานวนฮารดดิสกไดรฟใน1เครื่องทดสอบ X DTX ชั่วโมงการทํางาน   ...(1)       

                           [เวลาที่ใชทดสอบ (ชม.)+ เวลานําเขา/ออก (ชม.)] 
โดยกําหนดให 
Down time (DT) หรือ การใหคาเผื่อหยุดทํางานของเครื่องทดสอบกาํหนดที ่2 เปอรเซ็นต ของการ 
            ทํางาน 24 ชั่วโมง ซึง่มีคาเทากับ 0.98  
ชั่วโมงการทํางาน คือ จาํนวนชั่วโมงการทาํงานในหนึ่งวนั คาเทากับ 24 ชม. 
เวลาที่ใชทดสอบ คือ เวลาทีใ่ชในการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ หนวยเปนชั่วโมง  
เวลานําเขาและนําออก คือ เวลาที่ใชหยิบเขาและออกของฮารดดิสกไดรฟเปนเวลา 25 นาทีตอคร้ัง 
                  ตอเครื่อง ซึ่งมีคาเทากบั 0.42 ชม. 

ปจจุบันโรงงานมีเครื่องทดสอบ A Tester 18 เครื่อง ตองการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
ชนิด 2.5 นิ้ว ชื่อผลิตภัณฑ AAA ตองใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที ใชเวลาในการปอนชิ้นงานเขา
เครื่องและหยิบชิ้นงานออก 25 นาที เครื่องทดสอบ A Tester จะสามารถทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
ไดตามสมการที่ (1) ดังนี้ 
 
A Tester capacity  =  (18) X (120)  X (0.98) X (24)      =    55,421 ตัว/วัน 

                      [(30+25) ÷ (60)] 
 
 3.2.4 เครื่องทดสอบ B Tester 

       สวนเครื่องทดสอบ B Tester 1 เครื่อง จะมี 10 หนวยการวัด และในแตละ 1 หนวย
การวัด จะมี 6 แถว  ในแตละ 1 แถว จะมี 24 เซลล และในแต 1 เซลล จะมี 2 ชอง ซึ่งใน 1 ชอง ก็
คือ ฮารดดิสกไดรฟ  1 ตัว และเครื่องทดสอบ B Tester มีทั้งหมด  150  เครื่อง  ซึ่งแสดงลักษณะ
ของเครื่องทดสอบในภาพที่ 3-4  
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ภาพที ่3-4 
เครื่องทดสอบ B Tester ในภาพแสดงภาพ 8 หนวยการวัด (ที่มาจาก www.wdc.com) 

 
      3.2.5 การเก็บขอมลูเสนทางของลาํดับของการทดสอบฮารดดิสกไดรฟใน 

                        เครื่องทดสอบ B Tester 
เสนทางของขั้นตอนการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ  ในเครื่องทดสอบ B Tester เปนไป

ตามลูกศรของภาพที่ 3-5 (1 เซลล มี 2 ชอง หรือ ฮารดดิสกไดรฟ  2 ตัว) โดยจะทําการทดสอบ
ฮารดดิสกไดรฟ ใน 1 เซลล โดยทดสอบฮารดดิสกไดรฟตัวที่ 1 เสร็จก็จะไปทดสอบตัวที่ 2 จนครบ 
2 ตัว ใชเวลารวมทั้งสิ้นในการทดสอบประมาณ 15 นาที จึงจะสามารถนําฮารดดิสกไดรฟออกจาก
เครื่องทดสอบ B Tester ไดโดยแขนกลจะเขาไปหยิบฮารดดิสกไดรฟออกมาวางที่สายพานลําเลียง 
คร้ังละ 1 ตัว  และการทดสอบของเซลล แตละเซลลจะเปนอิสระตอกัน  นั่นหมายถึงวาถาทดสอบ
ฮารดดิสกไดรฟ  ครบ 2 ตัวใน 1  เซลล  ก็สามารถนําฮารดดิสกไดรฟออกมาจากเครื่องทดสอบ B 
Tester ได โดยไมตองรอใหเสร็จทั้ง 1 หนวยการวัด จึงจะสามารถนําฮารดดิสกไดรฟออกมาได  แต
หลักการ คือ เมื่อเซลลใดเซลลหนึ่ง  ทดสอบเสร็จ  แขนกลก็จะเขาไปทําการหยิบฮารดดิสกไดรฟใน
เซลลที่ทดสอบเสร็จแลวออกมาทันทีที่ถึงขั้นตอนที่แขนกลตองหยิบชิ้นงานออกมาจากเครื่อง
ทดสอบ B Tester 
 

1 หนวยการวดั 
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ภาพที ่3-5 
ลําดับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟในเครื่อง B Tester ในแตละ 1 เซลล 

 
3.2.6 การคํานวณกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ B Tester  
การคํานวณอัตราการผลิตของเครื่องทดสอบ B Tester ซึ่งเครื่องทดสอบ B Tester จะ

ใช แขนกล (Robot) และพนักงานทําหนาที่นําเขา/นําออกของฮารดดิสกไดรฟ โดยพนักงานจะทํา
หนาที่นําเขา/นําออกของฮารดดิสกไดรฟ ลงบนสายพานหนาเครื่อง และแขนกล (Robot) จะทํา
หนาที่หยิบฮารดดิสกไดรฟเขาชอง เพื่อทดสอบฮารดดิสกไดรฟตอไป 

B Tester จะตองทาํการคิดอตัราการผลิต 2 แบบ คือ 
-  ความสามารถในการผลิตของชอง 
-  ความสามารถในการผลิตของแขนกล 

และพิจารณาเลือกวาเงื่อนไขใดใหคาอัตราการผลิตที่นอยที่สุด  และนําคาที่นอยที่สุด
มาใชงาน  เนื่องจากวาถานําคาที่มากสุดมาใชงาน  อาจติดเงื่อนไขการทํางานของแขนกล (Robot) 
หรือ ชอง อาจไมสามารถทํางานใหคาตามคาที่มากสุดได ซึ่งจะทําใหการคํานวณผิดพลาดกับการ
ทํางานจริงและอาจเกิดผลกระทบกับกระบวนการผลิต คือ เกิดงานระหวางทํา (Work in process, 
WIP) มากเกินกวาที่พื้นที่การทํางานจะเก็บไวไดเพราะสถานีงานเกิดคอขวด หรือ สงมอบใหลูกคา
ตามกําหนดเวลาและตามจํานวนที่ตกลงไวไมได เปนตน 
สมการการคํานวณ 
 
ความสามารถในการผลิตของชอง  
                = จํานวนฮารดดิสกไดรฟใน1เครื่องทดสอบ X DT X ชั่วโมงการทํางาน (ชม.)   … (2) 
      เวลาที่ใชทดสอบ(ชม.) 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

เซลล 2 เซลล 1 เซลล 3 เซลล 4 เซลล 5 เซลล 6 
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ความสามารถในการผลิตของแขนกล 
= DT X ชั่วโมงการทํางาน X วนิาท ี              … (3) 
   เวลาที่ใชทั้งหมดของแขนกล(ชม.) 
         

โดยกําหนดให 
Down time (DT) หรือ การใหคาเผื่อหยุดทํางานของเครื่องทดสอบกาํหนดให 2 เปอรเซ็นตของการ  
  ทํางาน 24 ชั่วโมง ซึ่งมีคาเทากับ 0.98 
ชั่วโมงการทํางาน คือ จาํนวนชั่วโมงการทาํงานในหนึ่งวนั คาเทากับ 24  
จํานวนชองใน1 เครื่องทดสอบ B Tester มี 2880 ชอง แตถูกแบงไปใชในการทดสอบแยกงานเสยี  
  5 เปอรเซ็นต ซ่ึงเทากับ 144 ชอง 
เวลาที่ใชทดสอบ คือ เวลาทีใ่ชในการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ หนวยเปนชั่วโมง  
เวลาที่ใชทัง้หมดของแขนกล คือ เวลาที่แขนกลใชหยิบเขา/ออกของฮารดดิสกไดรฟ เทากับ 23 ชม. 

ปจจุบันโรงงานมี B Tester 150 เครื่อง ตองการทดสอบฮารดดิสกไดรฟชนิด 2.5 นิว้ 
ชื่อผลิตภัณฑ AAA ซึ่งตองใชเวลาในการทดสอบ 15 นาท ีเครื่องทดสอบ B Tester จะสามารถ
ทดสอบฮารดดิสกไดรฟไดตามสมการที ่(2) และ (3) ดังนี ้
 
ความสามารถในการผลิตของชอง = (144) X (0.98) X (24) = 13,547 ตัว/วัน/เครื่อง 
                       (15÷60) 

    
ความสามารถในการผลิตของแขนกล = (0.98) X (24) X (3600) = 3,681 ตัว/วัน/เครื่อง 

                         (23) 
จากการคํานวณจะเห็นไดวาคาความสามารถในการผลิตของชอง ทําไดมากกวา

ความสามารถในการผลิตของแขนกล  แตคําตอบตองอิงคาที่นอยสุดเนื่องจากติดเงื่อนไขของคา
หลักการทํางานรวมกันของเครื่องจักรและแขนกล ทําใหตองใชคาที่นอยที่สุด  นั่นคือ  3,681 ตัวตอ
วันตอเครื่อง เมื่อกําหนดใหมีเครื่องทดสอบ B Tester ทั้งสิ้น 150 เครื่อง  

จะไดความสามารถในการผลิตเทากับ 3,681 x 150 เทากับ 552,150 ตัวตอวัน  
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3.3 กําลงัการผลติของโรงงาน (Capacity) 

ปจจุบันกําลังการผลิตของทางโรงงานมีเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟที่เสียแบบ A 
Tester ทั้งหมด 18 เครื่อง ใน A Tester 1 เครื่องจะทดสอบฮารดดิสกไดรฟเสียได 120 ชอง  สวน
เครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟเสียแบบ B Tester มีอยูทั้งหมด  150 เครื่อง แตเครื่อง B Tester นั้น
ใชประโยชนในการทดสอบแยกฮารดดิสกไดรฟดีและเสียออกจากกันในเครื่องเดียวกันดวย   โดย
ในเครื่อง B Tester 1 เครื่อง จะถูกนําไปใชงานทดสอบฮารดดิสกไดรฟที่เสียเพียงแคประมาณ 5% 
จากจํานวนชอง ทั้งหมด 2880 ชอง หรือ ประมาณ 144 ชองตอจํานวน B Tester 1 เครื่อง   

ถาคิดเปนกําลังการผลิตรวมสําหรับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟเสียในเครื่อง A 
Tester จะทดสอบไดทั้งหมด 55,421 ฮารดดิสกไดรฟตอวันในเวลาทดสอบประมาณ 30 นาทีตอ
ตัว สวน B Tester มีกําลังการผลิตที่สามารถรองรับไดสําหรับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟเสียรวม
ทั้งหมด 552,150 ฮารดดิสกไดรฟตอวันในเวลาทดสอบประมาณ 15 นาทีตอตัว 

3.4 ขอมูลปจจุบัน 

การเก็บขอมูลเปนการเก็บในชวงกอนการที่จะนําแผนภูมิการไหลแบบใหมเขามาใช
งานจริง  โดยผูจัดทําไดเก็บขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่งเดือนและเก็บขอมูลจากผลิตภัณฑชื่อ AAA 
โดยเปนผลิตภัณฑขนาด 2.5 นิ้ว ซึ่งตลาดของกลุมนี้มีการเติบโตที่รวดเร็ว และเปนที่ตองการของ
ตลาด 60-70 เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟทั้งหมด ณ ชวงเวลาปจจุบันนี้  

3.4.1 การใชประโยชน (Utilization) ของเครื่องทดสอบ  
การเก็บขอมูลปจจุบันถึงการใชประโยชน (Utilization) ของเครื่องทดสอบ ของเครื่อง

ทดสอบ A Tester และ B Tester แสดงดังตารางที่ 3-1 และสามารถนํามาแสดงในภาพแผนภูมิ
แบบเกาไดดังภาพที่ 3-6 ซึ่งจากการสังเกตลักษณะของขอมูลจะเห็นไดวาการใชประโยชนของ A 
Tester คอนขางใชงานเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากวาเครื่องทดสอบตองเดินเครื่องตลอด 24 ชม. 
และเปอรเซ็นตที่ทําใหเครื่องทดสอบยังใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ มีสาเหตุมาจาก การนําเขาและ
การนําออกของผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟเสียเปนสวนใหญ สวนการใชประโยชนของ B Tester ใช
งานไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากวาเครื่องทดสอบตองเดินเครื่องตลอด 24 ชม. ใชแขนกลในการ
นําเขาและนําออกของผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟซึ่งทําใหงานไหลสม่ําเสมอและงานที่รอคอย
ทดสอบนอยกวาจํานวนที่เครื่องรับไดจึงเปนสาเหตุใหการใชประโยชน B Tester คอนขางต่ํา 
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ตารางที่ 3-1 
ขอมูลการใชประโยชนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกกับผลิตภัณฑ AAA (เดือนกรกฎาคม 2551) 
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เปอรเซ็นการใชประโยชนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
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การใชประโยชน B tester  

 
ภาพที ่3-6 

ขอมูลการใชประโยชนของเครื่องทดสอบ (Utilization) ของเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester 
(เดือนกรกฎาคม 2551) 

 
 3.4.2 งานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester 
การเก็บขอมูลปจจุบันของงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester ซึ่ง

ขอมูลแสดงดังตารางที่ 3-2 และสามารถนํามาแสดงในภาพของแผนภูมิแบบเกาไดดังภาพที่ 3-7 
จะเห็นไดวางานที่รอคอยของเครื่องทดสอบ A Tester เปนเปอรเซ็นตที่คอนขางสูงกวาเครื่อง B 
Tester เนื่องจากสาเหตุงานที่ออกมาจากสถานีเครื่องทดสอบเพื่อแยกผลิตภัณฑดีและผลิตภัณฑ
เสีย ตามแผนภูมิภาพที่ 3-1 มีมากกวาจํานวนที่เครื่องทดสอบ A Tester จะสามารถทดสอบไดทัน 
ซึ่งสอดคลองกับการใชประโยชนของเครื่อง A Tester ซึ่งมีคาคอนขางสูงตามไปดวย 
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ตารางที่ 3-2 
ขอมูลของจํานวนงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester (เดือน กรกฎาคม 2551) 
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งานรอคอยหนาเครื่องทดสอบในกระบวนการผลิต
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ภาพที ่3-7 

ขอมูลงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester (เดือนกรกฎาคม 2551) 
 

3.5 การวิเคราะหปญหา 

จากที่ไดศึกษาถึงขอจํากัดและความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยนแผนภูมิการไหลของ
สวนปฏิบัติการดานหลังจากประกอบฮารดดิสกไดรฟแลวเสร็จจากหองสะอาด (Clean Room) นั้น 
จึงทําใหพบปญหาในสวนปฏิบัติการดานหลังจากประกอบฮารดดิสกไดรฟ (Back end) ซึ่ง
สามารถวิเคราะหไดโดยใชแผนภูมิเหตุและผล (แผนภูมิกางปลา) เขามาชวยใหเห็นถึงปญหาทุก
ปญหา ไดดังภาพที่ 3-8 และจากแผนภูมิกางปลา สามารถวิเคราะหรายละเอียดไดดังนี้ 
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ภาพที ่3-8 
แผนภูมิเหตุและผลในการหาสาเหตุเพื่อชวยในการวเิคราะหวิธีในปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 

 
3.5.1 ขอจํากดัในสวนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟ 

                   ปญหาของการมีความจํากัดในสวนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟเพื่อแยก
ผลิตภัณฑดีออกจากผลิตภัณฑเสีย  ที่มีจํานวนเครื่องไมสมดุลตามความตองการฮารดดิสกไดรฟ
ของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น  แตกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ  A Tester กลับมีอยูจํานวนเทาเดิม   
หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตองการเพิ่มกําลังการผลิตจากจํานวนความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น
และมีจํานวนเครื่องทดสอบ  A Tester เทาเดิม สืบเนื่องจากบริษัทผูผลิตเครื่องทดสอบ  A Tester
นั้นไดยกเลิกการผลิตและขายไปแลว  

เครื่อง  A Tester นั้นเปนเครื่องที่ใชทํางานตั้งแตเร่ิมเปดโรงงาน  จึงมีการพัฒนาแลว
เสร็จในความสามารถของการทดสอบงานไดทุกสถานีการทํางาน  นั่นก็คือ เครื่องมีการใชงานได
หลากหลายฟงกชันนั่นเอง  เพียงแตกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ  A Tester นั้นมีอยูจํานวน
จํากัด   ประสิทธิภาพของการใชงาน ณ ปจจุบันก็เปนตัวเลขที่สูงแลว  การลดเวลาการทํางานของ
เครื่องทดสอบก็ไดทําไปจนไมสามารถลดลงไดอีก เนื่องจากติดปญหาความเชื่อมั่นในการใชงาน
ของทางลูกคาตอผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟ  และการทํางานโดยใชเครื่อง A Tester นั้น  ตองใช
พนักงานเปนจํานวนที่มาก  จึงทําใหทางโรงงานตองหาวิธีการหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุง
การเพิ่มผลผลิตอื่นตอไป  เพื่อใหสามรถนํามาใชงานไดทันตออัตราการเติบโตที่รวดเร็วของวงจร
ชีวิตในอุตสาหกรรมทางอิเลคทรอนิกสที่อาจลาสมัยทางเทคโนโลยีไดรวดเร็วกวาอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นนั่นเอง  
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3.5.2 ขอจํากดัในเรื่องของพื้นที่ในกระบวนการผลติ 
เนื่องจากพื้นที่ที่ใชในกระบวนการผลิตที่มีอยูเทาเดิมจึงทําใหตองมีการปรับปรุงกําลัง

การผลิตฮารดดิสกไดรฟ ใหเพิ่มข้ึนตามคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพิ่มข้ึนในเวลาเทาเดิม เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต  โดยสามารถแสดงพื้นที่ในฝายผลิตที่มีอยู
อยางจํากัดในการที่จะสามารถขยายไดเพิ่มตามภาพที่ 3-9  เนื่องจากในแตละสถานีมีการวาง
เครื่องจักรเต็มพื้นที่ฝายผลิต ณ เวลาปจจุบัน  และยากที่จะเคลื่อนยายเครื่องจักร  เนื่องจากการ
เคลื่อนยายเครื่องจักรนั้นจะมีคาใชจายที่คอนขางสูงเนื่องจากตองจางบริษัทจัดจําหนายมาทําการ
เคลื่อนยายใหเพราะในการเคลื่อนยายนั้นจะทําใหเครื่องจักรที่ใชแขนกลมีความคลาดเคลื่อนในจุด
พิกัด  จึงทําใหตองมีการปรับเครื่องจักรทุกเครื่องที่มีการยาย  ทําใหมีคาใชจายที่คอนขางสูง ไม
สามารถทําการปรับปรุงแผนผังการผลิตได 
 

 
 

ภาพที ่3-9 
แผนผังการผลิตสวนปฏิบัติการดานหลังการประกอบฮารดดิสก (Back end) ที่มีอยูอยางจํากัด 

 
 

เครื่องทดสอบฮารดดิสกเพื่อ
แยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

พิมพฉลากผลติภัณฑ 
จัดสงลูกคา 

บรรจุผลิตภัณฑ 
ประกอบแผนวงจร 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่องทดสอบไมสามารถ
หาอาการเสยีได(Debug station; A Tester 

วางพักงานเพื่อจัดลําดับการทดสอบสุม 

ทดสอบแบบสุม 

ทดสอบใหม 100% 
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3.5.3 ขั้นตอนการทาํงานที่ซํ้าซอน 
ข้ันตอนทํางานในสวนของการปฏิบัติงานดานหลังจากประกอบงานแลวเสร็จในหอง

สะอาด (Back end) นั้นยังมีการทํางานที่คอนขางซ้ําซอนและทับซอนกันอยู จึงทําใหควรปรับปรุง
แผนภูมิการไหลของงานใหลดการเคลื่อนยายงานที่เกินความจําเปนออกไป เพื่อใหไดผลิตผลที่
เพิ่มข้ึนตามเวลาของการทํางานเทาเดิม จากภาพที่ 3-10 จะเห็นขั้นตอนการทํางานในเสนประมี
การทํางานที่ซ้ําซอน คือ ฮารดดิสกไดรฟสามารถวนกลับมาทดสอบไดถึง 4 คร้ังตามเงื่อนไขของ
การเขียนคําสั่งของโปรแกรมการทดสอบ แตจากการเก็บรวมรวมมีการวนกลับถึง 2 เปอรเซ็นตของ
ฮารดดิสกไดรฟเสียตอวัน จึงทําใหมีการทํางานที่ซ้ําซอนเกิดขึ้น   

 

 
ภาพที ่3-10 

แผนภูมิสวนการปฏิบัติการดานหลังจากประกอบฮารดดิสก (Back end)  
ที่ข้ันตอนการทํางานซ้ําซอน 

 
 3.5.4 การเคลื่อนยาย/ขนสงดวยพนกังานที่บอยเกนิความจาํเปน 
 จากการศึกษาขอมูลปจจุบันของสวนหลังการผลิตฮารดดิสกไดรฟ (Back end) ทําให

พบปญหาที่เกิดขึ้นในสวนของการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแจกแจงไดในแตละสถานีงานจําเปนตอง
ใชเครื่องทดสอบประเภทใด ซึ่งในแตละสถานีงานเมื่อทําการทดสอบเสร็จแลว  ตองทําการนํางาน
ออกมาจากตัวเครื่องเพื่อขนยายงานไปในสถานีงานถัดไป  โดยในแตละสถานีงานจะใชเครื่อง

ไมผาน ไมผาน 

หนวยความจาํหวัอานเขียน ที่ประกอบแลวเสร็จจากหองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสก  เขากับแผนวงจร(PCB) 

เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสกเพื่อ
แยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

ผาน สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสีย
ได (Mitech Debug; Scanner) 

Rework 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบไมสามารถหาอาการเสีย
ได(Debug station; A Tester) 

Rework 

ผาน ผาน 

สามารถวนกลบัได 4 รอบ 
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ทดสอบแยกออกจากกันหรือเปนอิสระตอกันนั่นเอง  จะมีพนักงานทําการหยิบจับฮารดดิสกไดรฟ 
ในทุกๆ สถานีงานเพื่อขนยายฮารดดิสกไดรฟสูสถานีงานถัดไป ซึ่งจะทําใหอุปกรณอิเลคทรอนิกส
อาจเกิดขอบกพรองในชวงเวลาของการเคลื่อนยายและขนสงดวยพนักงานคนที่บอยเกินความ
จําเปน แสดงไดจากพื้นที่ในเสนประตามภาพที่ 3-11 

 
 

 

ระยะทางของสถานี B Tester และ A tester หางกัน 18 เมตร 
จํานวนรอบในการขนยาย 50 รอบ/วัน/คน 

หองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสกเขา
กับแผนวงจร(PCB) 

 
 
 

เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสก 
เพื่อแยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบไมสามารถหาอาการ
เสียได(Debug station; A 

Tester) 

สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสียได 

(Mitech Debug; Scanner) พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

สถานทีดสอบแบบสุม(FQA);A Tester 

สถานทีดสอบใหม100% 

บรรจุผลิตภัณฑ(Packing) 

พื้นที่วางสนิคาและจัดสงลูกคา(Logistic) 

 
 
 

 
 
 
 

พื้นที่จัดแบงกลุมของ 
ฮารดดิสกไดรฟตามหมายเลข
และลําดับรอคอยเพื่อรอ

ทดสอบ 
 

ภาพที ่3-11 
ไดอะแกรมสายใย (String diagram) สําหรับการเคลื่อนที่และประมาณการแผนผังอยางงาย แสดง

การเคลื่อนยายที่บอยเกินความจาํเปน 
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3.5.5 เทคโนโลยกีารพัฒนาของฮารดดิสกไดรฟ 
การพัฒนาเทคโนโลยีของฮารดดิสกไดรฟที่กาวหนาอยูตลอดเวลานั้นทําใหบางครั้งไม

สอดคลองหรือสอดรับกับเทคโนโลยีของเครื่องทดสอบที่มีอยูเดิม  ทําใหในบางผลิตภัณฑ
จําเปนตองทดสอบกับเครื่องที่เฉพาะเจาะจง  หรือตองมีการเปลี่ยนเงื่อนไขเครื่องทดสอบเปน
เครื่องที่สามารถรองรับกับตัวผลิตภณัฑที่ถูกพัฒนาตลอดเวลา 

3.5.6 ประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องทดสอบนอยหรือมากเกินไป 
การใชงานของเครื่องจักรที่ไมสมดุลหรือไมบรรลุประสิทธิภาพก็เปนสาเหตุที่ทําใหเกิด

ความไมคุมคาในการใชทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งขอมูลแสดงตามภาพที่ 3-6 
3.5.7 งานรอคอยที่เครื่องทดสอบมากหรือนอยเกินไป 
งานรอคอยเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งในการทํางาน  เนื่องมาจากวาการที่มีงานรอ

คอยอยูในฝายผลิตที่มีพื้นที่จํากัด  จะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทํางาน  ซึ่งอาจทําใหงานไม
ไหลลื่น  อันเนื่องมาจากพนักงานทํางานไมสะดวกตามหลักการยศาสตร เปนตน ซึ่งขอมูลแสดง
ตามภาพที่ 3.7 

3.5.8 เงินลงทุนมีจํากัด 
ในแตละบริษัทจะมีการกําหนดเงินลงทุนในแตละป เพื่อใชในการเติบโตของแตละ

บริษัทซึ่งเปนวงเงินที่ไมมากเมื่อแบงสันปนสวนไปในแตละแผนก  จึงทําใหทุกฝายตองมีการพัฒนา
หรือปรับปรุงแกไขกระบวนทํางานใหมีมูลคาที่ตํ่าสุด เพื่อเปนการประหยัดไวใชในกรณีที่ฉุกเฉิน 
เปนตน 

3.5.9 เครื่องทดสอบ A Tester ยกเลกิการผลิตและจําหนาย 
เนื่องจากปจจุบันเครื่องทดสอบรุนนี้ยกเลิกการผลิตและจําหนายแลว จึงกลับไป

พิจารณาเรื่องของการวิเคราะหปญหาอื่นๆ แทนที่ปญหาดังกลาวมา 
3.5.10 พนักงานทํางานผิดวิธีใหเกิดความผิดพลาดกับชิ้นงาน 
การปฏิบัติงานที่เกิดจากแรงงานคนอาจเกิดความหลงลืมหรือหรือความไมระมัดระวัง

ทําใหเกิดความผิดพลาดกับชิ้นงานได  ซึ่งปญหานี้มักเกิดจากพนักงานทํางานเปนเวลานานและ
เกิดความเหนื่อยลา จึงทําใหทํางานผิดวิธีเนื่องจากขาดความระมัดระวัง และในบางสถานีงาน
ออกแบบการทํางานไมถูกตอง  เชน เมื่อทํางานไปในระยะเวลานานอาจทําใหเกิดความเมื่อยลา 
เนื่องมาจากการออกแบบวิธีการทํางานไมเหมาะสมกับงานหรือเครื่องจักร เชน การยืนเพื่อปอน
ชิ้นงานเขาเครื่องจักร  หรือการนั่งผิดระดับกับความสูงของเครื่องจักร เปนตน  



39 

3.6 แนวทางการปรับปรุงแกไข 

จากปญหาที่กลาวมาในขางตน จะเห็นไดวามีปญหาหลายหัวขอใหเลือกทําการแกไข
และปรับปรุง  โดยผูวิจัยไดวิเคราะหในแตละปญหาเพื่อทําการเลือกมาแกไขใหเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งหัวขอตอไปนี้ผูวิจัยไดทําการแจกแจงถึงความเปนไปไดในการเลือกมาปรับปรุงแกไข คือ 

3.6.1 ขอจํากัดในสวนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟ 
เนื่องจากกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ  A Tester นั้นมีอยูจํานวนจํากัด   

ประสิทธิภาพของการใชงานคอนขางสูง การลดเวลาการทํางานของเครื่องทดสอบไมสามารถลดลง
ไดอีก และการทํางานกับเครื่อง  A Tester นั้น ตองใชพนักงานเปนจํานวนคอนขางมาก จึงทําให
ตองหาวิธีเพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต เชน ปรับข้ันตอนการทํางานยุบข้ันตอนในบางขั้นตอนไป
รวมกับข้ันตอนที่สามารถรวมกันได เพื่อหาแหลงทรัพยากรที่มีอยูเดิมมาทดแทนใหเครื่องทดสอบ 
A Tester ที่มีอยูอยางจํากัด 

 3.6.2 ขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ในกระบวนการผลิต 
เนื่องจากการเคลื่อนยายเครื่องจักรนั้นจะมีคาใชจายที่คอนขางสูง  เนื่องจากตอง

วาจางบริษัทที่ทําการจัดจําหนายมาทําการเคลื่อนยายให  เพราะในการเคลื่อนยายนั้นจะทําให
เครื่องจักรที่ใชแขนกลมีความคลาดเคลื่อนในจุดพิจัด  จึงทําใหตองมีการปรับเครื่องจักรทุกเครื่องที่
มีการยายตองอาศัยความรูของผูจัดจํานายเพราะเปนความลับของผูจัดจําหนายที่ไมถายทอด  ทํา
ใหมีคาใชจายที่คอนขางสูงถาตองการเปลี่ยนแปลงแผนผังการผลิตใหม จึงไมสามารถทําการ
ปรับปรุงแผนผังการผลิตไดในบางกรณีเนื่องจากติดปญหาเรื่องของเงินลงทุนที่มีจํากัด 

3.6.3 ขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน 
การทํางานที่ซ้ําซอน ทําใหควรปรับปรุงแผนภูมิการไหลของงานใหลดการเคลื่อนยาย

งานที่เกินความจําเปนออกไป เพื่อใหไดผลผลิตที่เพิ่มข้ึนจากเวลาของการทํางานเทาเดิม 
3.6.4 การเคลื่อนยาย/ขนสงดวยพนักงานที่บอยเกินความจําเปน 
การทํางานที่ซ้ําซอนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเคลื่อนยายหรือขนสงดวยพนักงานที่

บอยเกินความจําเปน  ซึ่งถาสามารถลดความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานไดก็จะทําใหสามารถลด
การขนยายที่ไมจําเปนออกไปไดนั่นเอง 

3.6.5 เทคโนโลยีการพัฒนาของฮารดดิสกไดรฟ 
เนื่องจากเทคโนโลยีของฮารดดิสกไดรฟที่พัฒนานั้นทําใหบางครั้งไมสอดคลองหรือ

สอดรับกับเทคโนโลยีของเครื่องทดสอบที่มีอยูเดิม  ทําใหในบางผลิตภัณฑจําเปนตองทดสอบกับ
เครื่องที่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งทําใหตองกลับไปแกไขในเรื่องของการหาเครื่องทดสอบอื่นมาทดแทน 
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3.6.6 ประสิทธิภาพการใชงานของเครือ่งทดสอบนอยหรือมากเกินไป 
การใชงานของเครื่องจักรที่ไมสมดุลหรือไมบรรลุประสิทธิภาพก็เปนสาเหตุที่ทําใหเกิด

ความไมคุมคาในการใชทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งสามารถแกไขปญหาไดโดยการเพิ่มเครื่องจักร หรือ
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อใหมีการใชงานเครื่องทดสอบที่มากเกินไปหรือนอยเกินไปได 

3.6.7 งานรอคอยที่เครื่องทดสอบมากหรือนอยเกินไป 
งานรอคอยเปนปญหาที่อยูในฝายผลิตที่มีพื้นที่จํากัด  เพราะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ในการทํางาน  ซึ่งควรจะบริหารใหมีอยูในปริมาณที่เหมาะสมกับเครื่องทดสอบในแตละเครื่อง เชน
เครื่องทดสอบ A Tester ควรบริหารใหมีอยูในปริมาณนอยเพราะเครื่องทดสอบนี้ทํางานดวย
พนักงาน ซึ่งบางครั้งทํางานไมรวดเร็วและบางครั้งมีความผิดพลาดกับฮารดดิสกไดรฟที่เสียบางตัว
และทําใหไมสามารถนําไดรฟตัวอื่นๆ ที่ทดสอบเสร็จแลวออกมาได  จึงทําใหเวลาทดสอบนานเกิน
กวาเวลาทํางานปกติ  และทําใหสามารถกําจัดงานรอคอยไดคอนขางยาก แตเครื่องทดสอบ B 
Tester ทํางานดวยแขนกล และในแตละชองฮารดดิสกไดรฟทํางานเปนอิสระตอกันจึงไมตองรอ
ฮารดดิสกไดรฟทดสอบเสร็จทั้งตูจึงจะนําออกได จึงทําใหเครื่อง B Tester ทํางานดวยความเร็ว
และมีความสม่ําเสมอ จึ่งควรมีงานรอคอยมากกวาที่เครื่อง A Tester เพื่อปองกันชองวางงานและ
ประสิทธิภาพการทํางานตกลงจากเดิม 

3.6.8 เงินลงทุนมีจํากัด 
แตละบริษัทจะมีการกําหนดเงินลงทุนในแตละป เพื่อใชในการเติบโตของแตละบริษัท

ซึ่งเปนวงเงินที่ไมมาก จึงทําใหทุกฝายตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขกระบวนทํางานใหมี
มูลคาที่ตํ่าสุด เพื่อเปนการประหยัดไวใชในกรณีที่ฉุกเฉิน ซึ่งปญหาในขอนี้มีความเปนไปไดยากที่
จะแกไขเนื่องจากเปนปญหาของฝายบริหารระดับสูง  จึงหันไปมองปญหาขออ่ืนๆ แทน 

3.5.9 เครื่องทดสอบ A Tester ไมมีผลิตขาย 
เนื่องจากปจจุบันเครื่องทดสอบรุนนี้ไมมีขายแลว จึงกลับไปมองเรื่องของการวิเคราะห

ปญหาอื่นๆ แทน 
3.6.10 พนักงานลาออกบอย 
ปญหาการลาออกของพนักงาน ทําใหบริษัทหรือโรงงานตองแบกรับภาระในการรับ

แรงงานคนใหมและภาระในการสอนงานใหม ซึ่งถือวาเปนภาระของบริษัทที่ตองแบกรับตนทุนโดย
ที่ยังไมสามารถใหผลผลิตกับทางบริษัท แตปญหาขอนี้เปนปญหาที่ทางฝายบุคคลเปนผูตองหา
ทางแกไข 
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3.6.11 พนักงานทํางานผิดวิธีใหเกิดความผิดพลาดกับชิ้นงาน 
การปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความผิดพลาดกับชิ้นงาน  ซึ่งปญหานี้มักเกิดจากพนักงาน

ทํางานเปนเวลานานและเกิดความเหนื่อยลา จึงทําใหทํางานผิดวิธีเนื่องจากขาดความระมัดระวัง 
และในบางสถานีงานออกแบบการทํางานไมถูกตอง  ซึ่งปญหานี้ทางวิศวกระบวนการผลิตและ
ฝายความปลอดภัยมีหนาที่รับผิดชอบปรับปรุงแกไข 

3.7 ปรับปรุงแกไขขั้นตอนการทํางาน 

ข้ันตอนการไหลของฮารดดิสกไดรฟหลังจากที่ไดปรับปรุงขั้นตอนการทํางานโดยได
นําเครื่อง B Tester เขามาทดแทนการทํางานในสวนการทดสอบเพื่อบงชี้อาการเสียในเครื่อง
ทดสอบแบบ A Tester ดังภาพที่ 3-12  



42 

 
 

ไมผาน 

หนวยความจําหัวอานเขียน ที่ประกอบแลวเสร็จจากหองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสก  เขากับแผนวงจร (PCB) 

เครื่องทดสอบฮารดดิสกเพื่อแยก
งานดี/เสียและบงชี้อาการเสียได 

(B Tester) 

พิมพฉลากผลิตภัณฑ  
(Label print) 

สถานีทดสอบแบบ
สุม (FQA);A Tester 

บรรจุผลิตภัณฑ (Packing) ผาน 

ทดสอบใหม100% (Re-
screen) ; A Tester 

จัดสงลูกคา (Logistic) 

ไมผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

Rework 

ผาน 
สถานีงานเสียงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสียได 

(Mitech Debug; Scanner) 

ทดสอบงานเสียที่เครื่องทดสอบ
ฮารดดิสกไมสามารถหาอาการเสียได 

(Debug station; B Tester) 
 

ภาพที ่3-12 
แผนภูมิการไหลโดยรวมในการผลิตฮารดดิสกไดรฟสวนหลังหองสะอาด 

หลังจากปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 
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จากภาพที่ 3-1 และ ภาพที่ 3-12 เมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะพบวาเมื่อทดสอบ
ฮารดดิสกเพื่อแยกงานดีและงานเสีย ที่สถานีงาน B Tester แลวนั้น ในการปฏิบัติงานแบบเดิม
ฮารดดิสกไดรฟที่เสียจะถูกนําไปทดสอบที่เครื่องทดสอบฮารดดิสกไมสามารถหาอาการเสียไดที่
สถานี A Tester แตเมื่อทําการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหเครื่องทดสอบ B Tester สามารถ
ทดสอบหาอาการเสียไดแลวนั้น จะทําใหไมมีการขนยายฮารดดิสกไดรฟไปยังเครื่องทดสอบ A 
Tester เนื่องจากแขนกลของเครื่องทดสอบ B Tester จะหยิบฮารดดิสกไดรฟไปทําการทดสอบตอ
ที่สถานีทดสอบหาอาการเสียของงานในเครื่อง B Tester ไดในทันที  

สาเหตุที่ทําใหผูทําการวิจัยเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการทดสอบ เนื่องมาจากเหตุผลใน
สวนของการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือชวย คือ ไดอะแกรมสายใย (String diagram) ที่นํามาใชเปน
เครื่องมือชวยวิเคราะหใหเห็นภาพจริงถึงเสนทางที่นาจะเกิดทับซอนหรือยอนกลับไปมาวาเกิดขึ้น
จริงหรือไม   

โดยจากภาพที่ 3-13 จะสังเกตเห็นวาในระหวางสถานีงานของเครื่องทดสอบ A 
Tester และเครื่องทดสอบ B Tester มีการขนยายงานกลับไปมาซ่ึงทําใหทราบวามีเสนทางการ
ทํางานที่ซ้ําซอนและสามารถแกไขกระบวนการผลิตไดเปนจุดแรก ซึ่งสามารถทําใหไดผลหลังการ
แกไขดังแสดงในภาพที่ 3-14 

โดยจากภาพที่ 3-14 จะเห็นไดวาในระหวางสถานีงานของเครื่องทดสอบ A Tester 
และเครื่องทดสอบ B Tester กอนการปรับปรุงมีการขนยายงานกลับไปกลับมาซึ่งทําใหทราบวามี
การทํางานที่ซ้ําซอนและสามารถแกไขกระบวนการผลิตไดเปนจุดแรก ผลหลังการแกไขแลว
สามารถลดกระบวนการที่ซ้ําซอนลงได 1 สถานีงานและยังทําใหมีทรัพยากรเพิ่มข้ึนในสวนของ 
สถานีทดสอบแบบสุม (FQA) และสถานีทดสอบใหม100 เปอรเซ็นต (Re-screen) เนื่องจากสถานี
งานทดสอบงานเสียที่เครื่องทดสอบไมสามารถหาอาการเสียได 
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ภาพที ่3-13 

ไดอะแกรมสายใย (String diagram) สําหรับการเคลื่อนที่และประมาณการแผนผังอยางงาย กอน
ทําการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 

ระยะทางของสถานี B Tester และ A tester หางกัน 18 เมตร 
จํานวนรอบในการขนยาย 50 รอบ/วัน/คน 

หองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสกเขา
กับแผนวงจร(PCB) 

 
 
 

เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสก 
เพื่อแยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบไมสามารถหาอาการ
เสียได(Debug station; A 

Tester) 

สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสียได 

(Mitech Debug; Scanner) พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

สถานทีดสอบแบบสุม(FQA);A Tester 

สถานทีดสอบใหม100% 

บรรจุผลิตภัณฑ(Packing) 

พื้นที่วางสนิคาและจัดสงลูกคา(Logistic) 

 
 
 

 
 
 
 

พื้นที่จัดแบงกลุมของ 
ฮารดดิสกไดรฟตามหมายเลข
และลําดับรอคอยเพื่อรอ

ทดสอบ 
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ภาพที ่3-14 

ไดอะแกรมสายใย (String diagram) สําหรับการเคลื่อนที่และประมาณการแผนผังอยางงาย 
หลังจากทําการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 

หองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสกเขา
กับแผนวงจร(PCB) 

 
เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสก 
เพื่อแยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

และ 
สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่องทดสอบไมสามารถหา

อาการเสยีได(Debug station; B Tester) 
 

สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสียได 

(Mitech Debug; Scanner) พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

สถานทีดสอบแบบสุม 
(FQA);A Tester 

สถานทีดสอบใหม100% 
(Re-screen);A Tester 

บรรจุผลิตภัณฑ(Packing) 

พื้นที่วางสนิคาและจัดสงลูกคา(Logistic) 

 
 
 
 

พื้นที่จัดแบงกลุมของ 
ฮารดดิสกไดรฟตามหมายเลข
และลําดับรอคอยเพื่อรอ

ทดสอบ 
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3.8 ขอมูลหลังการแกไขขั้นตอนการผลิต 

3.8.1 การใชประโยชน (Utilization) 
จากขอมูลที่เก็บมาดังแสดงในตารางที่ 3-1 คือ ขอมูลกอนการแกไข ซึ่งจากการ

วิเคราะหลักษณะของขอมูลจะเห็นไดวาการใชประโยชนของ A Tester นั้นคอนขางใชงานเต็ม
ประสิทธิภาพ  

หลังจากทําการแกไขแลวเก็บขอมูลไดดังตารางที่ 3-3 ซึ่งจะเห็นไดวาการใชประโยชน
ของเครื่องทดสอบ B Tester หลังจากถูกนํามาใชประโยชนทดแทน A Tester ในสวนการทดสอบ
งานเสียแลวนั้น ทําให B Tester มีเปอรเซ็นตการใชประโยชนสูงกวาขั้นตอนการทํางานแบบเดิม 

ซึ่งสามารถแสดงขอมูลการใชประโยชน (Utilization) ของเครื่องทดสอบ ของเครื่อง
ทดสอบ A Tester และ B Tester ออกมาตามแผนภูมิภาพภาพที่ 3-15 
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ตารางที่ 3-3 
ขอมูลการใชประโยชนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกกับผลิตภัณฑ AAA (เดือนตุลาคม 2551) 
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เปอรเซ็นการใชประโยชนของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
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การใชประโยชน A tester
การใชประโยชน B tester

     
 

ภาพที ่3-15 
แสดงขอมูลการใชประโยชนของเครื่องทดสอบ (Utilization) ของเครื่องทดสอบ A Tester 

 และ B Tester (เดือนตุลาคม 2551) 
 

3.8.2 งานรอคอย (Work In Process) 
จากขอมูลแสดงดังตารางที่ 3-2 คือ ขอมูลกอนการแกไข ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา

งานที่รอคอยของเครื่องทดสอบ  A Tester เปนเปอรเซ็นตที่คอนขางสูงกวาเครื่อง B Tester  
แตหลังจากทําการแกไขปรับปรุงกระบวนการผลิตและเก็บขอมูลดังตารางที่ 3-4 ซึ่ง

สามารถแกไขปญหางานรอคอยของเครื่อง  A Tester ไดจากการเพิ่มการใชงานในสวนของเครื่อง
ทดสอบ B Tester โดยเพิ่มงานรอคอยที่เครื่อง B Tester และลดงานรอคอยที่เครื่อง A Tester การ
ใชเครื่อง B Tester ทดแทนการทํางานของเครื่อง  A Tester ทําใหอัตราการใชประโยชนของเครื่อง 
B Tester เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีงานรอคอยเขามาเพิ่ม ซึ่งสามารถชวยปรับเรียบใหกับกระบวนการ
ทํางานใหคลองตัวขึ้นจากกระบวนการผลิตแบบเกา ซึ่งในบางครั้งหยุดชะงักจากการไมมีฮารดดิสก
ไดรฟสําหรับทดสอบงานเสียในเครื่อง B Tester นั่นเอง 
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และสามารถแสดงขอมูลปจจุบันของงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B 
Tester หลังจากแกไขกระบวนการผลิตแลวเสร็จ   โดยใหผลของงานรอคอยในเครื่อง B Tester 
เพิ่มข้ึน และงานรอคอยที่ A Tester ลดลง โดยแสดงออกมาเปนแผนภูมิดังภาพที่ 3-16 

 

ตารางที่ 3-4 
ขอมูลของจํานวนงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester (เดือน ตุลาคม 2551) 
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งานรอคอยหนาเคร่ืองทดสอบในกระบวนการผลิต

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

วันท่ี

%
งา
น
รอ
ค
อย
ห
น
าเ
ค
รื่อ
งท
ด
สอ
บ

%งานรอคอย A tester
%งานรอคอย B tester  

 

ภาพที ่3-16 
ขอมูลงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester (เดือนตุลาคม 2551) 

   
ซึ่งจากผลของขอมูลหลังจากปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานแลวนั้น สามารถ

สรุปผลตามตารางที่ 3-5 เพื่องายตอการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการทดลองที่ไดดังตอไปนี้  
 

ตารางที่ 3-5 
เปรียบเทยีบขอมูลกอนปรับปรุงและหลงัทาํการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 

 
จากตารางจะเห็นไดวา กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงขั้นตอนการผลิตมีทั้งคาที่มาก

ข้ึนและคาที่นอยลง โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 
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3.8.1 การใชประโยชนเครื่อง A Tester 
กอนทําการปรับปรุงมีคา 90.06 เปอรเซ็นต และหลังปรับปรุงมีคา 83.05 เปอรเซ็นต 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชประโยชนของเครื่องจักร A Tester มีคาที่ลดลง   แสดงใหเห็นวาเครื่องจักร
ทํางานอยูในระดับที่เหมาะสมขึ้นเนื่องจากวามีเปอรเซ็นตเผื่อสําหรับกรณีเครื่องจักรมีเหตุที่ทําให
ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินได เชน ความผิดพลาดในการทํางานของ
เครื่องจักร หรือ ความผิดพลาดในการทํางานของชองใสฮารดดิสกไดรฟ 

3.8.2 การใชประโยชนเครื่อง B Tester 
กอนทําการปรับปรุงมีคา 69.60 เปอรเซ็นต และหลังปรับปรุงมีคา 81.95 เปอรเซ็นต 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชประโยชนของเครื่องจักร B Tester มีคาที่เพิ่มข้ึน   แสดงใหเห็นวา
เครื่องจักรทํางานอยูในระดับที่เหมาะสมขึ้น ไมมีการรอคอยของงานในปริมาณที่มากเกินไป มีการ
ใชประโยชนของเครื่องจักที่คุมคามากขึ้น และจะเห็นไดวามีเปอรเซ็นตเผื่อสําหรับกรณีเครื่องจักรมี
เหตุที่ทําใหไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินได เชน ความผิดพลาดในการ
ทํางานของเครื่องจักร หรือ ความผิดพลาดในการทํางานของชองใสฮารดดิสกไดรฟ  

3.8.3 งานรอคอยที่เครื่อง A Tester 
กอนทําการปรับปรุงมีคา 29 เปอรเซ็นต และหลังปรับปรุงมีคา 5 เปอรเซ็นต ซึ่งทําใหมี

การวางรถขนชิ้นงานในพื้นที่ของกระบวนการผลิตนอยลง เพิ่มความสะดวกในการทํางานใหกับ
พนักงานมากขึ้น และสามารถทดสอบชิ้นงานไดตอเนื่องมากยิ่งขึ้นหรือเปนการพยายามปรับเรียบ
การผลิตในสายการผลิต ลดความเรงรีบของพนักงานในการนําเขา/ออกของชิ้นงานอันเปนสาเหตุ
ใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ลดตนทุนบัญชีทางอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากงานรอคอย 
และลดความเสี่ยงที่การเกิดอุบัติเหตุจากชิ้นงานที่รอคอยการทดสอบที่วางเต็มพื้นที่  

3.8.4 งานรอคอยที่เครื่อง B Tester 
กอนทําการปรับปรุงมีคา 4 เปอรเซ็นต และหลังปรับปรุงมีคา 13 เปอรเซ็นต ทําใหมี

ชิ้นงานเขาทดสอบที่ตอเนื่อง ลดการรอคอยชิ้นงานที่จะทดสอบ เนื่องจากแขนกลทํางานเร็วกวา
การใชพนักงานคนหยิบชิ้นงานเขาและหยิบชิ้นงานออก และทําใหเปอรเซ็นตของการใชประโยชน
เครื่องทดสอบสูงขึ้นอีกดวย 

3.8.5 จํานวนพนักงานที่ใชสําหรับเคลือ่นยายงานเสีย 
กอนทําการปรับปรุงมีพนักงานทํางานในสวนของการเคลื่อนยายงานเสีย 3 คน และ

หลังปรับปรุงมีพนักงานทํางานในสวนของการเคลื่อนยายงานเสีย 0 คน ซึ่งสามารถลดคาแรงงาน
ลงได 165 บาทตอวันตอคน 
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3.8.6 เวลาการขนยายที่ใชสําหรับเคลือ่นยายงานเสียตอวัน (ชม.) 
กอนทําการปรับปรุงใชเวลาการขนยายที่ที่ใชสําหรับเคลื่อนยายงานเสียตอวันเทากับ 

2 ชม. และหลังปรับปรุงลดเวลาลงได 2 ชม. ซึ่งทําใหฮารดดิสกไดรฟสามารถสงถึงมือลูกคาไดเร็ว
ข้ึน 2 ชม. โดยประมาณ  

3.8.7 เปรียบเทียบจํานวนผลผลิตกอนและหลงัการปรับปรุง 
เปรียบเทียบผลผลิตโดยเฉลี่ยกอนการปรับปรุงสายการผลิตและหลังการปรับปรุง

สายการผลิต แสดงใหเห็นวาหลังการปรับปรุงสามารถเพิ่มผลผลิตได 23,000 ฮารดดิสกไดรฟตอ
วัน หรือคิดเปน 39 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ย ซึ่งสามารถแสดงไดดังแผนภูมิภาพที่ 3-17 
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ภาพที ่3-17 
ขอมูลเปรียบเทียบจาํนวนผลผลิตกอนและหลังการปรับปรุง 

 
3.8.8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพกอนและหลงัการปรับปรุง 
จากขอมูลแสดงตามตารางที่ 3-1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยกอนการ

ปรับปรุงสายการผลิตและหลังการปรับปรุงสายการผลิต แสดงใหเห็นวาหลังการปรับปรุงสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานได 6 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ย แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงและใช
ทรัพยากรที่มีอยูในโรงงานใหคุมคามากขึ้น 
 
 




